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①マージン不良最小化技術①マージン不良最小化技術

②－２：チップ内加速試験による
予知診断（予知方式２ ）

②－１：チップ内モニタリングによ
る予知診断（予知方式１）

③－２：細粒度電圧制御による
不良回避（回避方式２ ）

③－１：QoB RAM による不良
回避（回避方式１ ）

Virtualizationによる車載応用検証

④－3：暗号鍵生成技術開発

②不良予知診断技術②不良予知診断技術 ③不良回避技術③不良回避技術

⑥システムレベル検証⑥システムレベル検証

①－１耐Instability設計技術

④－2：耐タンパ性拡張フレキシブル電源ネットワーク開発

①－２耐ソフトエラー技術

④－4：DEOS協調VLSIアーキテクチャ開発

⑤統合試作⑤統合試作

⑤－２：拡張ディペンダブルシステムLSI開発

⑤－１：自律型ディペンダブルメモリLSI開発

④④SoCSoCプラットフォームへの展開プラットフォームへの展開

④－1：フレキシブル電源ネットワーク開発
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研究開発項目研究開発項目



・・DVFSDVFS

・・ConfigurationConfiguration
ControlControl

・・ReplacementReplacement
ControlControl

FineFine--Grain DynamicGrain Dynamic
Control UnitControl Unit

OnOn--chip Monitorschip Monitors

VoltageVoltage
MonitorMonitor

AgingAging
MonitorMonitor

TemperatureTemperature
MonitorMonitor

Change VChange V

ReconfigureReconfigure

ReplaceReplace

Memory BankMemory BankChange FChange F
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⑤－１⑤－１

⑥⑥ 車載システムレベル検証車載システムレベル検証

④－１④－１ Flexible Supply NetworkFlexible Supply Network

自律型ディペンダブルメモリシステム自律型ディペンダブルメモリシステム

Logic CircuitsLogic Circuits
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BIST for BIST for 
AccelerationAcceleration
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